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RESUMO 

 

As fontes chaveadas (SMPS) são essenciais na alimentação de dispositivos eletrônicos 

modernos, oferecendo elevada eficiência na conversão de energia e maior proteção para 

circuitos sensíveis. No entanto, falhas no funcionamento desses sistemas são comuns e podem 

comprometer a integridade de todo o equipamento. Entre os defeitos recorrentes destacam-se 

capacitores eletrolíticos estufados, MOSFETs em curto, resistores de partida abertos, diodos 

danificados e problemas no circuito de controle. Este artigo tem como objetivo identificar as 

causas mais comuns dessas falhas e propor soluções práticas baseadas em experiências 

técnicas e literatura especializada. Além disso, apresenta-se uma metodologia de diagnóstico 

estruturada com checklist e fluxograma, visando facilitar a rotina de técnicos e estudantes. 

Através da análise de casos reais e referências técnicas, conclui-se que, com ferramentas 

básicas e conhecimento adequado, é possível recuperar fontes chaveadas com segurança e 

eficiência, desde que se sigam procedimentos sistemáticos de inspeção e teste. 

 

Palavras-chave: fontes chaveadas; manutenção eletrônica; diagnóstico de falhas; 

componentes eletrônicos; reparo técnico. 

 

ABSTRACT 

 

Switched-mode power supplies (SMPS) are essential in modern electronic devices, providing 

high energy conversion efficiency and enhanced protection for sensitive circuits. However, 

operational failures in these systems are frequent and can compromise the functionality of 

entire devices. Common issues include bulging electrolytic capacitors, shorted MOSFETs, 

open startup resistors, damaged diodes, and control circuit failures. This paper aims to 

identify the most frequent causes of SMPS failures and propose practical solutions based on 

technical experience and specialized literature. Additionally, a diagnostic methodology with 

checklist and flowchart is presented to support technicians and students in the field. Based on 

real-world cases and technical references, it is shown that, with basic tools and proper 

knowledge, SMPS can be safely and efficiently repaired when systematic inspection and 

testing procedures are followed. 
 

Keywords: SMPS; electronics maintenance; fault diagnosis; electronic components; technical 

repair. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As fontes chaveadas (SMPS - Switched-Mode Power Supply) revolucionaram a 

eletrônica moderna devido à sua eficiência energética, tamanho compacto e capacidade de 

fornecer saídas reguladas para uma ampla gama de dispositivos eletrônicos. Presentes em 

televisores, computadores, aparelhos de comunicação e sistemas industriais, essas fontes 

operam com comutação em alta frequência, utilizando topologias que otimizam o rendimento 

e minimizam perdas (Souza, 2018). Apesar dessas vantagens, é comum o surgimento de 

falhas que comprometem a funcionalidade de equipamentos inteiros, exigindo intervenção 

técnica especializada. 

Tais falhas decorrem de fatores diversos como envelhecimento de componentes, 

oscilações na rede elétrica, sobrecargas e condições ambientais adversas. Entre os 

componentes mais críticos estão capacitores eletrolíticos, transistores de comutação 

(MOSFETs), diodos de retificação, resistores de partida e circuitos integrados de controle. A 

compreensão das causas e sintomas desses defeitos é fundamental para uma manutenção 

eficaz e segura (Medeiros, 2015). 

Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo identificar as falhas mais 

recorrentes em fontes chaveadas, suas causas prováveis e soluções técnicas baseadas em 

experiências práticas e literatura especializada. Para isso, será apresentada uma metodologia 

sistemática de diagnóstico, acompanhada de fluxogramas e checklists, com o intuito de tornar 

a intervenção mais segura e eficiente. 

A abordagem proposta visa atender tanto profissionais em atividade quanto estudantes 

em formação, oferecendo uma linguagem acessível e embasada tecnicamente. Ao tratar de 

exemplos reais e soluções praticadas por técnicos de campo, pretende-se reforçar a 

aplicabilidade dos conceitos, promovendo uma cultura de manutenção preventiva e 

reaproveitamento de equipamentos. 

Dessa forma, o artigo não apenas contribui para a formação técnica, mas também para 

a sustentabilidade, evitando o descarte prematuro de dispositivos que poderiam ser facilmente 

recuperados com conhecimento e ferramentas apropriadas. 
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1 COMPONENTES CRÍTICOS E FALHAS FREQUENTES 

 

Os defeitos em fontes chaveadas estão frequentemente associados ao mau 

funcionamento de componentes-chave. Capacitores eletrolíticos, por exemplo, são vulneráveis 

ao aumento do ESR (Resistência Equivalente Série), o que compromete o funcionamento 

oscilatório da fonte. Sua identificação pode ser feita visualmente por estufamento ou com o 

uso de medidores de ESR (Medeiros, 2015). 

MOSFETs em curto representam risco elevado, pois conduzem tensões diretamente ao 

transformador, resultando na queima do fusível e em possível danificação do circuito de 

controle (PWM). Nesses casos, é necessário substituir o componente por um de 

especificações idênticas e analisar a integridade do circuito de gate. Resistores de partida, ao 

abrirem, impedem a inicialização do CI controlador, sendo falhas comuns em fontes que 

ficam longos períodos inativas (Oliveira, 2020). 

Outro problema recorrente está nos diodos de retificação, especialmente nos de saída, 

que ao entrarem em curto provocam superaquecimento e instabilidade na tensão de saída. Seu 

teste pode ser feito com multímetro em modo de diodo. Ressalta-se a importância de utilizar 

diodos de comutação rápida na substituição, respeitando os parâmetros originais de operação. 

 

2 DIAGNÓSTICO SISTEMATIZADO E PROCEDIMENTOS DE TESTE 

 

Para realizar um diagnóstico eficaz, é recomendável seguir uma sequência lógica de 

testes. O uso de uma lâmpada incandescente em série é uma técnica clássica para detectar 

curtos no primário. Se a lâmpada acender intensamente, há curto; se não acender, pode haver 

circuito aberto (Pereira, 2017). 

Outros testes envolvem a verificação da tensão de alimentação (Vcc) do CI PWM, 

medição da oscilação no gate do MOSFET e checagem de resistores sensores de corrente. A 

presença de soldas frias também é uma falha comum e deve ser inspecionada com lupa ou 

microscópio, com ressolda preventiva nos pinos do transformador. 

O transformador também pode apresentar defeitos internos, como enrolamentos 

rompidos ou terminais oxidados, impedindo a transferência de energia. Testes de continuidade 

e medição de indutância são recomendados. O CI PWM, se danificado, não apresentará 

oscilação de controle, exigindo sua substituição. 
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3 BOAS PRÁTICAS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO 

 

Uma manutenção eficaz requer o uso de ferramentas adequadas. O multímetro é 

essencial para testes básicos, mas outros equipamentos como testadores de ESR, osciloscópios 

e fonte de bancada ampliam o escopo de diagnóstico. A limpeza da placa com álcool 

isopropílico facilita a inspeção visual e evita maus contatos. 

O uso de fluxogramas e checklists evita esquecimentos e aumenta a assertividade nos 

reparos (FAÇA EM CASA, 2025). Problemas como EMI ou ruídos audíveis indicam falhas 

no layout ou em componentes como indutores. A substituição por modelos de menor ruído e o 

reforço no aterramento são soluções eficazes (Mochuan, 2023). 

A substituição de componentes deve sempre respeitar os parâmetros originais de 

tensão, corrente e frequência. O uso de equivalentes de baixa qualidade pode comprometer a 

confiabilidade da fonte. Manuais técnicos e catálogos são fundamentais para escolha correta. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A manutenção de fontes chaveadas é uma prática essencial no cenário atual da 

eletrônica, exigindo conhecimento técnico, observação minuciosa e uso de boas práticas de 

diagnóstico. As falhas mais comuns, como capacitores estufados, MOSFETs em curto, 

resistores de partida abertos e diodos danificados, podem ser identificadas e corrigidas com 

ferramentas acessíveis e metodologia sistemática. 

Este artigo demonstrou que é possível realizar reparos eficazes e seguros em fontes 

SMPS, desde que se respeitem os procedimentos corretos. A adoção de fluxogramas e 

checklists auxilia na organização da intervenção, evitando falhas humanas e reduzindo o 

tempo de serviço. Isso é especialmente relevante em um mercado que demanda agilidade e 

qualidade. 

Ao mesmo tempo, a difusão de boas práticas contribui para a sustentabilidade, ao 

reduzir o descarte de equipamentos eletrônicos que poderiam ser reaproveitados. A formação 

de técnicos qualificados e conscientes é um pilar essencial para uma eletrônica mais 

responsável e eficiente. 

Finalmente, reforça-se a importância da atualização constante dos profissionais, uma 

vez que novas topologias e componentes surgem a cada ano. O conhecimento aliado à 

experiência prática é o caminho para o sucesso na manutenção de fontes chaveadas. 
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